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Ozet: Bu caligmada dokuma kumas yapisini olusturan ¢ozgii ve atki ipliklerinin dokuma islemi dncesi ve
sonras1 reflektans Ozellikleri ve bu ozellikleri etkileyen parametreler arastirilmistir. Deneyler, kumas
yapilarini olusturan ¢6zgii ipligi numarasi ve siklig1 sabit olmak iizere farkli atki ipligi sikligi, atki ipligi
filament sayisi/inceligi ve orgli yapisinda, kontrolli sartlar altinda dokunmus dokuma kumas yapilari
lizerinde yapilmistir. Degerlendirmeler sonucunda kumas yapisal parametrelerindeki degisimlerin yap1
icindeki ipliklerin yilizey Ozelliklerini etkileyerek ipliklerin reflektans degerlerinde degisimlere neden
oldugu, kumas olusumu sonrasinda yapi igindeki ¢6zgii ipliklerinin reflektans degerlerindeki degisimlerin
atki ipliklerinin reflektans degerlerindeki degisimlerden 6nemli derecede yiiksek oldugu goriilmiistiir. Bu
degisimlerin ipliklerin yap1 i¢indeki siklik ve konumlanmalar1 sonucu aldigi kivrim nedeni ile olabilecegi,
kumaglarin reflektans degerlendirmelerinde bir parametre olarak iplik kivrim degerleri ile reflektans
degerleri arasindaki iliskilerin de gbz dniine alinmasi gerektigi gorilmiistiir.

Anahtar Kelimeler: iplik reflektansi, iplik kivrimi, dokuma islemi, kumas yapisal parametreleri,
poliester dokuma kumas.

Investigation of the Changes in Reflectance Properties of Warp and Weft Yarns Before and After
Weaving of Some Polyester Woven Fabrics

Abstract: The reflectance properties of warp and weft yarns before and after weaving and the parameters
which affect these properties were researched in this paper. The tests were performed on the woven fabric
samples having the same warp yarn count and warp density but different weft density, weft yarn fiber
fineness/count and weave pattern. The results showed that changes in the constructional properties of
fabrics affected the surface properties of yarns in fabric structure and caused yarn reflectances to change.
The reflectance behavior of warp yarns in fabric structure changed more than that of weft yarns after
weaving. These changes were attributed to the crimp of the yarns which formed according to their density
and positioning in fabric structure. Crimps of the yarns in fabric structure could be considered as an
additional parameter in the research which is made between constructional parameters and fabric
reflectances.

Key Words: percent reflectance value of yarn, yarn crimp, weaving process, fabric constructional
parameters, polyester woven fabric.
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1. GIRIS

Dokuma kumaslar, ¢6zgii ve atki olarak adlandirilan birbirine dik iki iplik sisteminden
olusan tekstil yapilaridir (Breen ve dig. 1992). Boylamsal yondeki ¢ozgii ve enlemsel yondeki
atki iplikleri c¢esitli sekillerde konumlandirilip, farkli kalinlik ve siklikta yapilar olusturarak
pliriizli veya piiriizsiiz yilizeyler meydana getirirler (Westin ve dig., 1992; Groller ve dig., 1995;
Kazuhiko ve dig., 1991).

Kumas yapisinin teorik temellerini belirleyen parametreler; lif yapisi ve ozellikleri (lif
tipi, karigimi, geometrik, fiziksel, mekanik ve kimyasal 6zellikleri), iplik yapist ve ozellikleri
(iplik tipi, geometrik, fiziksel, mekanik ve yapisal ozellikleri, egirme isleminin teknolojik
parametreleri), kumas geometrisi (siklik, 6rgii, gramaj, kalinlik, fiziksel ve mekanik 6zellikleri),
orgii ve desen tasarimi ve kumas olusum teknolojisidir. Bu yapisal parametreler sayisal olarak
degerlendirilmekte ve yeni kumas ozelliklerinin belirlenmesinde kullanilmaktadir (Sujica ve
dig., 1998).

Kumaslar uzunluk, genislik ve kalmlig1 olan {i¢ boyutlu yapilardir. Kumas yapist iplik
kalinligi, yerlesimi, kivrim miktari, 6rgii vb. Ozelliklere sahiptir ve bunlar 6rtme, kalinlik,
kumas yogunlugu, mekanik ve vyiizey oOzellikleri gibi kumasin ¢esitli Ozelliklerini
etkilemektedir. Iplik ¢api, biikkiim ve enine kesit sekli kumasm siklik ve kalinhk gibi
ozelliklerini etkiledigi gibi iplik kivrimi kumasin kalinlik, esneklik, yumusaklik ve tutumunda
etkili bir faktordiir. Iplik kesisim sayis1 arttikga iki iplik sisteminin aldigi kivrim miktari
artmaktadir. Kalin iplikler ince ipliklere gére daha fazla ve kumas yapisi ayn1 kalmak sarti ile
sert yapili iplikler esnek ipliklerden daha az kivrim almaktadir (Hussain ve dig., 2007).

Dokuma isleminin gergeklesebilmesi igin teorik olarak ¢ozgli ve atki iplik sistemlerinden
en az birinin kivrim almasi gerekmektedir. Ipliklerin kivrim almasi esnasinda atki ve ¢ozgii
ipliklerinin her ikisinin de gerginliklerinde artis meydana gelmektedir. Bu artis miktar atki ve
¢Ozgii ipligi icin farkli degerlerde olmaktadir. Her bir atki ipligi ¢6zgii iplikleri etrafinda ayni
anda egilerek kivrim alirken, ¢ozgii ipligi ise atkinin tefelenmesi aninda sadece bir atki ipliginin
cevresinde egilerek kivrim almaktadir (Greenwood, 1975). Kuvvet altinda ipligin sekil
degistirmesi sonucunda olusan kivrim, kumasa dahil olan iplik uzunlugunun kumasg uzunlugunu
% olarak asma miktar1 seklinde tanimlanabilir (Peirce, 1937; Ozkan, 2005).

Kumaglarin reflektans (yansima) ve renk goriiniimiinii etkileyen en Onemli yapisal
parametreler; malzeme (lif ve ipliklerin tipi, ylizeyin piirlizliiliik ve tiiyliiliigi, tekstiir vb.) ve
gelen 151k arasindaki (yansima, sagilma ve absorbsiyon) iliskiler, iplik yiizey alanlar1 ve orant
(iplik siklig1, iplikler aras1 bosluklar), renk yiizeylerinin diizenlenme sekli (6rgii ve renk raporu),
gozeneklilik ve ortme faktoriidiir (Yang ve dig., 2003; Gabrijelcic, 2007).

Reflektans Olglimiinde Slgiilen miktar reflektans faktorii olarak isimlendirilir ve verilen
bir dalgaboyundaki numunenin ayni sartlar altinda milkemmel dagitic1 beyaz reflektans Sl¢limii
ile kargilagtirilmig reflektansi olarak tanimlanir. Genelde %R olarak gdsterilir (Randall, 1998).
Tekstil malzemesinin yansima durumlarinin degerlendirilmesinde uygun bir metodun se¢imi
oldukca Onemlidir. Spektrofotometrik egriler nesnenin renginin ve yansimasinin
belirlenmesinde kullanilmaktadir (Green ve dig., 2002; Field, 1999).

Ipliklerin reflektans &zelligi kumas yansimasinin temelini olusturur. Rovandi ve dig.
(1995), Lawrence ve dig. (1963) ve Motamedian ve dig. (2003) tarafindan yapilan ¢alismalarda,
ipliklerin reflektans o6zelliklerinin tespitinde liflerin ve kumaslarin geometrik 6zellikleri gz
oniine almarak, ipliklerin reflektans analiz metodu sunulmustur. Genel bir model olarak bu
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arastirmada liflerin, eliptik iplik yiizeyi etrafinda yerlestigi ve iplikten yansiyan 1sinlarin, liflerin
ylizeylerinden yansiyan 1ginlardan olustugu varsayilmistir. Liu ve dig. (2006) tarafindan yapilan
caligmada ise ipliklerden yansiyan igmlarin degerlendirilmesinde kullanilan iplik yansima
modelinde, iplik formlan silindirik olarak kabul edilmis ve iplik yansima dagiliminin iplik
merkezindeki liflerde daha biiyiik oldugu gézlenmistir.

Buna gore iplikteki her bir lifin yansima araligi farklidir, ¢linkii her bir lif etrafindaki
liflerden etkilenecektir. Gelen 1s1n veya yansiyan 1smin komsu lifler tarafindan etkilenmesi s6z
konusudur (Liu ve dig. 2006; Akgun ve dig. 2012).

Biikiim yonii gelen 151k yansimasinin yoniinii etkilemekte olup, bu durum kumas igindeki
ipliklerin yerlesimi ve orgii yonii ile daha ¢ok belirginlesir. Biikiim yonii iplik i¢indeki liflerin
yerlesimini belirlediginden, gelen 1s1k yansimasimin yoniinii de belirlemektedir. Kisa lifli
ipliklerde yansima, liflerin iplik ekseni boyunca oryante olmasi sonucu, biikiim sayisinin
artmasi ile artmaktadir. Yapisal 6zellik olarak biikiimsiiz olan multifilament ipliklerde ise
yansima, ylizeyden olan 151k sagilmasinin artmasindan dolay1 ilave olarak verilen biikiim ile
azalmaktadir. (Gabrijel¢ic, 2007; Akgun ve dig.2012).

Akgun ve dig. (2005a, 2005b, 2006, 2007, 2008, 2010a, 2010b) tarafindan yapilan
caligmalarda kumas reflektans degerlerinin kumasi olusturan ipliklerin hammaddesi, cinsi,
kalinlig1, biikiimii, birim alandaki sayis1 ve konumlanmasina bagl olarak degisim gosterdigi ve
birim alanda 15181 yansitacak ylizey alanini arttiracak bir degisikligin kumaslarin reflektans
(yansima) degerlerini arttirdig1 goriillmiistiir.

Akgun ve dig. (2010a) tarafindan yapilan bir ¢alismada kumas reflektans degerlerinin
kumasi olusturan ¢ozgii ve atki ipliklerinin reflektans degerlerine iplik Ortme faktdrlerinin
kumag 6rtme faktoriine orani olan bir katsayida etki ettigi matematiksel olarak ifade edilmis ve
deneysel olarak gecerliligi gosterilmistir.

Dokuma materyallerden diizgiin olmayan daginik yansima ve yiizey sagilma durumunun
teorik olarak dokuma yapisi i¢inde ipliklerin yaklagik olarak siniisoidal formda olmasindan ve
iplik ylizeyinden olan yansimanin ipligin en tepe noktasinda olmasindan kaynaklandigi
disiiniilmektedir. Ayna benzeri reflektansa sahip ipliklerle dokunan orta derecede diiz
dokumalar diizgiin olmayan dagilma pikleri ve ylizey sacilmasi gosterirler. Dokuma yapisi
icindeki ipliklerin aldig1 geometrik siniis dalga modeli sonucunda ipligin aldig1 konumlanmadan
kaynaklanan tepelerde diizgiin olmayan yansimalar meydana gelmektedir (Pont ve dig., 2003).

Bu ¢alismada, dokuma kumas yapisini olusturan ¢6zgii ve atki ipliklerinin dokuma islemi
oncesi ve sonrasindaki reflektans degerlerinin degisimi incelenerek, ipliklerin kumas yapisal
parametrelerine bagli olarak aldigi kivrim miktarinin ipliklerin reflektans degerlerindeki
degisimleri tizerindeki etkisi aragtirilmistir.

2. MATERYAL ve YONTEM

2.1. Materyal

Deneysel ¢alismada ¢dzgii ipligi numarasi ve ¢ozgii siklig1 sabit olmak tizere, farkli atki
siklig1, atkr ipligi filament sayis1 ve farkli orgii yapisina sahip poliester dokuma kumasglar

kullanilmistir. Kumaslar kontrollii sartlar altinda dokunmus, hasili sokiilmiis ve boyamaya hazir
(beyaz) hale getirilmistir. Deneysel calismada kullanilan kumaslarin yapisal parametreleri
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Tablo 1’ de verilmistir. Kumaslar1 olusturan ¢6zgii ve atki iplikleri poliester yari mat puntali
teksture ve iplikleri olusturan lifler yuvarlak enine kesit yapisina sahiptir.

Tablo 1. Deneysel cahismada kullanilan kumaslarin yapisal parametreleri

iplik Numaras: Sikhk Kivrim
Kumas [denye/filament] [iplik/cm] [%] Orgii

Kodu Cizgii A . Corgii Atk
gil tki Cozgii Atk [%c.] [%eal
15 12,56 4,40
F1 70/36 100/36 60 18 14,80 4,80
20 15,60 5,00
15 13,08 4,00

F2 70/36 100/48 60 18 15,12 4,20 Bezayagi
20 22,32 4,40
15 11,36 3,60
F3 70/36 100/144 60 18 13,36 4,00
20 14,40 4,20
15 11,44 4,00
F4 70/36 100/36 60 18 13,40 4,20
20 12,80 4,50
15 11,40 3,44

F5 70/36 100/48 60 18 14,00 4,00 Dimi 1/2
20 14,80 4,40
15 10,80 3,52
F6 70/36 100/144 60 18 12,24 3,80
20 12,56 4,00
15 9,30 3,60
F7 70/36 100/36 60 18 9,40 4,00
20 10,40 4,32
15 10,40 3,52

F8 70/36 100/48 60 18 10,72 3,90 Saten 1/5
20 10,80 4,00
15 8,20 3,40
F9 70/36 100/144 60 18 8,40 3,60
20 9,60 3,80

2.2. Yontem
2.2.1. Reflektans Ol¢iimii

Reflektans olgiimleri Macbeth Reflektans Spektrofotometresi’ nde (MS 2020+), d/0
geometrisinde, 400-700 nm dalga boyu araliginda, D 65/10° aydmlatict ve SCI (Specular
Component Included; diizgiin yansima bileseni dahil) konumunda yapilmis ve reflektans
degerleri AATCC Evaluation Method 6 (AATCC 2000) standardina gore degerlendirilmistir.
Olgiim sonuglar1 Single 3 programindan, CIELAB 1976 renk formiilii (CIE L'a’b’) kullamilarak
elde edilmistir.

Kumagi olusturan ¢ozgii ve atki ipliklerinin kivrim almamig durumdaki (%c:0)
reflektans degerlerinin elde edilmesi amaci ile kumaslari olusturan ¢ozgii ve atki iplik
bobinlerinden alinan iplikler deneysel ¢alismada kullanilan kumas numunelerinin (Tablo 1)
¢cOzgii ve atki siklik degerleri elde edilecek sekilde (kumag birim alanindaki iplik sikligi elde
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edilecek sekilde), iplik reflektans degerlerinin 6l¢iimiinde kullanilan standarda (AATCC 2000
uygun olarak) siyah zemin {izerine sarilarak numuneler hazirlanmis ve kumas yapilarini
olusturan ¢ozgii ve atki ipliklerinin kivrimsiz haldeki reflektans degerleri (sirastyla; %Ryagwobin)
ve %Ryemobiny) her bir kumas yapist i¢in 6 adet hazirlanarak ve her bir numuneden 90 lik
doniislerle 4 adet reflektans 6l¢limii yapilarak, 24 adet dl¢limiin ortalamasindan elde edilmis ve
Ol¢iim sonuglar1 Tablo 2” de verilmistir.

Kumas olusumu sonrasinda ipliklerin farkli kumas yapisal parametrelerine bagli olarak
aldig1 kivrimin ¢6zgii ve atki ipliklerinin reflektans (%R) degerlerini (sirasiyla; %Ry, ve %Rye)
nasil etkiledigini goézlemlemek amaci ile kumas yapisi i¢indeki ¢ozgii ve atki iplik sistemleri
kumas yapist i¢cindeki konumlanmalari degismeyecek sekilde birbirlerinden ayrilmistir. Bu
islem sirasinda kumas icindeki ipliklerin yiizey yapisini degistirecek herhangi bir gerilim
uygulanmadan, siyah bir zemin {izerine kenarlarindan sabitlenen kumas numunelerinden (Sekil
1) atki iplikleri bir citmbiz yardimu ile ¢ekilerek kumas yapisi i¢indeki ¢6zgii ipliklerinin elde
edilmesi, ¢ozgli iplikleri ¢ekilerek atki ipliklerinin elde edilmesi saglanmis ve hazirlanan
numunelerin bir érneginin mikroskop (Olympus SZ-PT, Moticam 2000, 2.0 MPixel) altinda 12
kat biiyliltme orani ile ¢ekilmis goriintiisii Sekil 2 de gdsterilmistir.

Sekil 1:
Reflektans 6lciimii yapilan iplik numunelerinin elde edilis goriintiisii

Sekil 2a:
Reflektans 6lciimii yapilan kumas ve ipliklerin kumas yapisindaki konumlanma goriintiileri
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Sekil 2b:
Reflektans ol¢iimii yapilan kumas ve ipliklerin kumas yapisindaki konumlanma goriintiileri

Kumas yapisindan ayristirilarak elde edilen (Sekil 2) ¢6zgii ve atki ipliklerinin kumas
yapisi i¢indeki reflektans degerleri (sirasiyla; %Ry, ve %Ry.), Tablo 1’ de verilen her bir kumasg
yapisi i¢in 6 adet hazirlanmis ve her bir numuneden 90° lik doniislerle 4 adet reflektans olgtimii
yapilarak 24 adet Ol¢limiin ortalamasindan elde edilmis ve Ol¢iim sonuglari Tablo 2’ de
verilmistir.

Kumas yapist i¢indeki konumlanma diizenleri degismeyecek sekilde hazirlanan iplik
numunelerinin reflektans degerlerinin Sl¢limiinde iplik yiizeyleri tarafindan yansitilan 151k
miktarinin elde edilebilmesi ve spektrofotometre ile 6l¢iim esnasinda iplikler arasindaki
bosluklardan gecen 151k 1s1nlarinin arka zemin tarafindan tekrar Sl¢iim alanina yansitilmamasi
(arka zemin tarafindan mimkiin olan en iist seviyede absorblanmasi) icin reflektans 6l¢iimii
yapilacak numuneler standart siyaha (akromatik; a :0, b":0, C":0) yakin bir siyah zemin iizerine
sabitlenerek hazirlanmistir. Siyah zemin renk koordinatlari; ortalama %R; 4.88, ortalama K/S;
9.27,L"26.3,27;0.04,b"; -0.29, C; 0.29, h°; 277.69 dir.

Tablo 2. Kumas yapisi icindeki ¢ozgii (%R,,,) ve atki (%R,,.) iplikleri ile kumasi olusturan
¢0zgii (YoRyamobiny) Ve atki (YoRyewobin) ipliklerinin reflektans degerleri ve aralarindaki

iliskiler
Cozgii Atki
Kumas R %R:;‘ (ﬁobin) ile R %R$ (ﬁobin) ile ‘;ﬁiw(blie )
0\ O\ 0\ 0N\ .
fodu (bobin)a YoRn Arasmdaki (bobine 7oRuo Arasmdaki ﬁg?::g;(ﬁ
% Degisim % Degisim Katsayisi
60,00 57,41 -4,32 31,60 32,68 3,42
F1 60,00 55,58 -7,37 36,54 36,94 1,09 1,00
60,00 55,10 -8,17 39,03 39,42 1,00
60,00 57,31 -4,48 31,20 32,00 2,56
F2 60,00 55,39 -7,68 36,04 36,04 0,00 1,00
60,00 53,99 -10,02 38,02 38,30 0,74
60,00 58,44 -2,60 39,07 40,07 2,56
F3 60,00 56,21 -6,32 45,88 46,91 2,24 1,00
60,00 55,30 -7,83 49,20 49,50 0,61
60,00 57,99 -3,35 31,60 32,69 3,45
F4 60,00 56,88 -5,20 36,54 36,99 1,23 1,00
60,00 55,89 -6,85 39,03 38,90 0,33
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Tablo 2. (devami) Kumas yapisi i¢indeki ¢ozgii (%Ry.) ve atki (%Ry,.) iplikleri ile kumasi
olusturan ¢o6zgii (%0Ryamobin) Ve atkl (%Ryewobiny) ipliklerinin reflektans degerleri ve
aralarindaki iliskiler

Cozgii Atki
li(u 1335 . %R:)Z (ﬁ)hin) ile R %R:)V/Z(ll{)hin) ile 0/"0/015:;:‘1)2 )
o (bobi:v)a 7R Arasm?llki (bobi:e YoRye Arasmvcvleaki ﬁgi:::g;(ﬁ
% Degisim % Degisim Katsayisi
60,00 57,99 -3,35 31,20 31,35 0,48
F5 60,00 56,93 -5,12 36,04 36,18 0,39 0,99
60,00 56,14 -6,43 38,02 39,83 4,76
60,00 60,00 0,00 39,07 41,78 6,94
Fo6 60,00 58,45 -2,58 45,88 46,29 0,89 0,99
60,00 57,28 -4,53 49,20 50,41 2,46
60,00 58,93 -1,78 31,60 31,81 0,66
F7 60,00 58,13 -3,12 36,54 36,39 0,41 1,00
60,00 57,40 -4,33 39,03 39,07 0,10
60,00 59,32 -1,13 31,20 31,99 2,53
F8 60,00 58,86 -1,90 36,04 36,70 1,83 1,00
60,00 57,68 -3,87 38,02 38,98 2,52
60,00 60,01 0,02 39,07 39,99 2,35
F9 60,00 58,92 -1,80 45,88 45,46 0,92 0,88
60,00 58,00 -3,33 49,20 50,31 2,26

2.2.2. iplik Kaivrim Olgiimii

Cozgli ve atki ipliklerinin kumas yapisina dahil olduktan sonra kumas yapisal
parametrelerine bagli olarak aldigi kivrim (swrasiyla; %c; ve %c,) degerleri ASTMD 3883-04
standardina uygun olarak Shirley Crimp Tester cihazinda olgiilmiis ve degerler Tablo 1’ de
verilmistir.

3. SONUCLAR

Tablo 2’ de kumasi olusturan ipliklerin bobin haldeki (kivrimsiz durum) reflektans
degerleri (sirastyla; %R yawobin) V€ Y0Rywewobiny) 1le kumas yapist ig¢indeki (kivrimli durum) ¢ozgii
ve atki ipliklerinin reflektans degerleri (sirasiyla; %Ry, ve %Ry.) ve aralarindaki iliskiler
gosterilmistir. Tablo 2’ deki degerler incelendiginde ¢ozgii ipliklerinin %Ryawobin) V€ %0Rywa
degerlerinde, atki ipliklerine gore gozlenen 6nemli miktardaki farkliliklardan dolay1 ¢ozgii
ipliklerinin reflektans degerlerindeki % degisim miktarlar1 degerlendirilmistir. Kumasi olusturan
¢Ozgii ipliklerinin siklik ve numarasi sabit olup, ipliklerin bobin halinden Glgiilen reflektans
degeri tek bir deger oldugundan (degisim gostermediginden) %Ryapobiny V€ %Ry, arasinda
korelasyon hesaplanamamaktadir. Atk ipliklerinin kumas olusumu 6ncesi ve sonrasi reflektans
degerlerindeki (%R yewobin) V€ %0Rye) degisim miktarlar1 ve aralarindaki korelasyon katsayilari
Tablo 2’ de gosterilmistir. Tablo 2’ deki reflektans degerleri arasindaki % degisim miktarlar
Esitlik (1) ve Esitlik (2)’ ye gore hesaplanmustir.
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%Rwa=%Rwa(bobin
%R ywa(bobin) ile %R, Arasindaki % Degisim = ( d ;}Rwibo:;f ) ) x 100 (1)
%R we(bobin) ile %Rue Arasindaki % Degisim = (—mwe—*Rwelbobin) ) 10 2
0Rwe(bobin) Li€ 7oRye ATASINAAKL 70 DEGLSIM = %Rwe(bobin x (2)

Tablo 2’ de, kumas yapis1 igindeki ¢6zgii ipliklerinin kivrimli durumlarinin reflektans
degerleri (%Ry,) ile kumast olusturan ¢6zgii ipliklerinin bobin halinden alinarak elde edilen
kivrimsiz  durumlarmin  reflektans degerleri  (%Ryawobin) arasindaki degisim miktarlar
incelendiginde, ¢ozgii ipliklerinin bobin degerlerinin reflektans degerlerinin daha yiiksek
oldugu, ¢ozgii ipliklerinin kumas yapisina dahil olduktan sonra yapisal parametrelerin etkilerine
bagl olarak reflektans degerlerinde 6nemli miktarda azalma meydana geldigi goriilmektedir.
Cozgi ipliklerindeki %Ry, ile %0Ryawobiny degerleri arasindaki % degisim miktarinin atki ipligi
siklig1 ve iplik kesisim sayisi arttirildik¢a (saten orgili yapisindan bezayagi 6rgii yapisina dogru
gidildikge) arttig1, kumas icindeki ¢ozgii ipliklerinin reflektans degerlerinin bobin reflektans
degerlerine gore azalma gosterdigi goriilmektedir.

Tablo 2’ de, kumas yapisi i¢indeki atki ipliklerinin kivrimli durumlarinin reflektans
degerleri (%Ry.) ile kumasi olusturan atki ipliklerinin bobin halinden alinarak elde edilen
kivrimsiz durumlarinin reflektans degerleri (%Ryewobin) arasindaki korelasyon katsayilari
incelendiginde, %Ry. ile %Rewobiny degerleri arasinda yiiksek korelasyon katsayilarinin (= 0.88
- 1.00) elde edilmesi kumas yapisindaki atki ipliklerinin reflektans degerlerinin ¢6zgii iplikleri
kadar degisime ugramadigini gostermektedir. Bu durumun dokuma isleminde atki ipliklerine
uygulanan yiiksek gerginlik ve yiiksek iplik yogunluguna sahip ipliklerin sertliklerinin yiiksek
olmasindan dolay1 atki ipliklerinin aldig1 kivrimin ¢6zgii ipliklerine gore ¢ok diisiik olmasi
(Ajayi, 1992) sonucunda kivrimdan kaynaklanan yiizey diizgiinsiizliigiiniin ¢6zgii ipliklerinden
daha az olmasma ve atki ipliklerinin dokuma islemi 6ncesi ve sonrasi reflektans degerleri
arasindaki degisimin daha az olmasina neden oldugunu gdstermektedir.

Tablo 2’ de atki sikligi, atki ipligi filament sayisv/inceligi gibi atki ipligi
parametrelerindeki degisiklikler kumag yapisini olusturan atki ipliklerinin reflektans degerlerini
dogrudan etkiledigi, iplik numaras1 ve siklig1 sabit olan ¢6zgii ipliklerinin ise kesigim yaptigi
atki ipliklerinin yapisal parametrelerinden dolayli olarak etkilendigi goriilmektedir. Dokuma
sonrasinda yapi i¢indeki ¢6zgii ipliklerinin reflektans degerlerinde meydana gelen bu degisimler
¢Ozgii ipliklerinin yiizey Ozelliklerinin dokuma sonrasinda atki ipliklerine gore daha fazla
degisime ugradigin1 gostermektedir.

Kumaglarin yapisal parametrelere bagli olarak degisen ¢6zgii ipliklerinin kivrim
degerleri (%c;) ile reflektans degerleri (%R,,) arasindaki iligkiler Sekil 3’de, atki ipliklerinin
kivrim degerleri (%c,) ile reflektans degerleri (%Ry.) arasindaki iligkiler Sekil 4, Sekil 5 ve
Sekil 6’ da gosterilmistir.

Sekil 3° de atki sikligindaki artigin ¢ozgii ipliklerinin reflektans degerleri iizerindeki
etkileri incelendiginde, atki siklig1 arttirildik¢a ¢ozgii ipliklerinin yapi ic¢inde aldigr kivrim
degerlerinin 6nemli miktarlarda arttig1 ve bu kivrimli yap1 sonucunda ¢ozgii ipliklerinin yiizey
diizglinstizliigliniin artmas1 ile reflektans degerlerinin azaldigir goriilmektedir. Farkli orgii
yapilarinin ¢ozgii ipliklerinin reflektans degerleri iizerindeki etkisi incelendiginde, ipliklerin
bire bir kesisim yaptigi bezayagi oOrgii yapisii olusturan ¢6zgii ipliklerinin reflektans
degerlerindeki azalmanin daha fazla oldugu, ipliklerin orgii icinde yaptigi atlama uzunlugu
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arttikca (dimi 1/2, satenl/5) reflektans degerlerindeki azalmanin daha diisik oldugu
goriilmektedir. Bu durumun maksimum iplik kesigim sayisina sahip bezayagi 6rgii yapisindaki
¢ozgii ipliklerinin almis oldugu kivrim degerlerinin ipliklerin yaptig1 atlama uzunlugu yiiksek
olan orgii yapilarindan (dimi 1/2, saten 1/5) daha yiiksek olmasi sonucunda ¢6zgii ipliklerinin
ylzey diizgiinslizliigliniin artmasindan kaynaklandigi diigiiniilmektedir. Kumas yapisi igindeki
¢cozgii ipliklerinin kumas yapisal parametrelerindeki degisime bagli olarak aldigr kivrim
sonucunda yiizey Ozelliklerinde meydana gelen degisimin yapi igindeki ¢dzgii ipliklerinin
reflektans degerlerini etkiledigi goriilmektedir.

70
65
2 60 1= = — = = 55 = — 55
gss u\&':‘-“‘ Q\S‘m uﬁ\ﬂ-m B\S‘Equ Sp=s =g S Eg =g ==
B il o =
=
50
&
K45
40
35
30
S| | x| e S| S| = ] S|en] e = S| | =] %= S| 2| = = S| =l | v S| = = BN ED S| 8 = <
||| S| 0| | | =] en| =+ | = en| | =] | T+ ol @|la|a <l o o < sl | | | o
Al Bl Bl Al Bl K\l | | | | || Al Bl Rl | o | |
15|18 20 15(18( 20 15(18]| 20 15|18 20 15[18] 20 1518 20 15(18( 20 1518 20 15(18]20
100/36 100/48 100/144 100/36 100/48 100/144 100/36 100/48 100/144
F1 F2 F3 F4 F5 Fé F7 F8 F9
Bezayagi Dimi 1/2 Saten 1/5
| —&— %RWﬁI Cozgii Kivrimi[%ecl1]-Atki Sikhigi [tel/cm]-Atki Numaras [denye/filament]-Orgii
Sekil 3:

Kumaglarin yapisal parametrelere bagh olarak degisen ¢ozgii ipligi kivrim degerlerinin
¢ozgii ipliklerinin reflektans degerleri tizerindeki etkisi

Kumas yapist i¢indeki atki ipliklerinin reflektans degerlerinin atki kivrim degisimine
bagli olarak incelenmesinde atki sikligi sabit olacak sekilde 100/36, 100/48 ve 100/144
denye/filament atki ipligi ile dokunan kumaglarin 6rgii yapilarindaki farkliliktan kaynaklanan
atki kivrim degerlerindeki degisim ile reflektans degerleri arasindaki iliskinin incelenmesi
uygun gorilmiistiir. Clinkli atki siklig1 degerlerindeki artisa bagli olarak meydana gelen atki
kivrim degerlerindeki degisim ile yapilacak %R degerlendirmesi atki sikligindaki artistan
dolay1 birim alandaki iplik sayisinin artmasindan kaynaklanan bir reflektans artigina sebep
olacagindan bdyle bir degerlendirme atki kivriminin %Ry, lizerinde meydana getirdigi
degisimin goézlenememesine sebep olacaktir. Atki sikligi arttikca birim alanda 15181 yansitan
ylizey alani artacagindan atki ipliklerinin reflektans degerlerinin arttigi Tablo 2’ de verilen
istatistiksel (ANOVA) sonuglardan da goriilmektedir.
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Sekil 4:

100/36 denye atk ipligi ile dokunan kumaslarin yapisal parametrelere bagl olarak degisen atki
ipligi kivrim degerlerinin atki ipliklerinin reflektans degerleri iizerindeki etkisi

30 p—— g —+F

0,00 3,52 3,44 4,00

Saten1/5|Dimil/2 |Bezyagi

15 tel/em

—B— %Rwe

3,90 4,00 4,20
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18 tel/cm
Atk Kiveimi[% cz]-(")rgii-Atkl Sikhig1 [tel/cm]

4,40 4,40
Satenl/5 |Dimil/2 |Bezyag

20 tel/cm

Sekil 5:

100/48 denye atki ipligi ile dokunan kumaglarin yapisal parametrelere bagh olarak degisen atki
ipligi kivrim degerlerinin atki ipliklerinin reflektans degerleri iizerindeki etkisi
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Sekil 6:

100/144denye atki ipligi ile dokunan kumaslarin yapisal parametrelere bagli olarak degisen
atky ipligi kivrim degerlerinin atki ipliklerinin reflektans degerleri lizerindeki etkisi

Sekil 4, Sekil 5 ve Sekil 6’dan kumas yapist igindeki atki ipliklerinin reflektans
degerleri ile atk1 kivrim degerleri arasindaki iligkiler incelendiginde, kumas yapist i¢indeki atki
ipliklerinin reflektans degerlerinin atki ipligi kivrim degerlerinde meydana gelen degisimlerden
¢cozgili ipliklerinde gozlendigi gibi Onemli derecede etkilenmedigi (yaklasik sabit kaldigi)
goriilmektedir. Bu durum, Tablo 1° de verilen ¢ozgii ipliklerinin almis oldugu kivrim
degerlerinin (=% 9-13) atki ipliklerin almis oldugu kivrim degerlerinden (=% 2.8-4.6) 6nemli
derecede yiiksek olmasindan dolayr c¢ozgii ipliklerindeki kivrim degisimlerinin ¢ozgii
ipliklerinin reflektans degerlerini 6nemli miktarda etkiledigini gostermektedir.

Kumaslarin reflektans degerlerinin yapiy1 olusturan ipliklerin reflektans degerlerine
onemli Olgiide bagli oldugu bilinen bir durumdur. Yukarida yapilan incelemeler sonucunda
kumas yapisin1 olusturan ¢ozgii ve atki ipliklerinin dokuma islemi Oncesindeki reflektans
degerlerinin yap1 olustuktan sonra ayni kalmayip, kumas yapisal parametrelerine bagli bir
degisim gosterdigi goriilmiistiir. Dokuma iglemi sonrasi kumas yapisi igindeki ipliklerin
geometrik siniis dalga modeli (Pont ve dig., 2003) almasi sonucu kumas yiizeyinden olan
yansimanin ipliklerin aldigi konumlanma sonucunda yiizey Tlizerindeki tepe noktalarindan
diizgiin olmayan yansimalar seklinde olacagindan, ipliklerin aldigi kivrimim kumaslarin
reflektansini etkileyen bir parametre olarak degerlendirilmesi gerektigi goriilmiistiir.

3.1. istatistiksel Analiz Sonuclar1 (ANOVA)

Kumas yapisal parametrelerindeki degisimlerin ¢ozgii ve atki ipliklerinin kivrim ve
reflektans degerleri iizerindeki etkilerinin istatistiksel analiz (ANOVA) sonuglar1 Tablo 2’ de
verilmistir. Tablo 2’ den yapisal parametrelerdeki degisimlerin iplik kivrimlan iizerindeki
etkisini inceledigimizde, atki ipligi siklig1 arttikca ¢ozgli ve atki ipliklerinin aldigr kivrim
miktarlarinin arttig1, ipliklerin yaptigi atlama sayisi/uzunlugu arttikca ¢ézgii ve atki ipliklerinin
aldig1 kivrim miktarlarinin azaldig gorilmektedir.
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Tablo 2. Kumas yapisal parametrelerinin ¢6zgii ve atki ipliklerinin kivrim ve reflektans
degerleri iizerindeki etkisinin SNK (Student-Newman-Keuls) sonuc¢lari

iplik Kivrim® Reflektans”
Faktorler Siralama
Cozgii [Yoc4] Atk [% ¢;] | Cozgii [Y%Ry.] | Atk [Y%Ry.]

Atk Sikhigy 133) 3 3 ! 3
[tel/cm] 2(18) 2 2 2
3(20) 1 1 3 1
Filament Sayisi 1(100/36) ! Istatistik olarak 3
[denye/filament] 2 (100/48) ! 2 Onemsiz 2
3 (100/144) 3 3 1
) 1 (Bezayag) 1 1 3 3

Orgii 2 (Dimi 1/2) 2
3 (Saten 1/5) 3 3 1 1

"Siralama yiiksek iplik kivrimi ve reflektans degerlerinden diisiik iplik kivrimi ve reflektans degerlerine dogrudur.

Tablo 2’ den yapisal parametrelerdeki degisimlerin kumas yapist ic¢indeki ipliklerin
reflektans degerleri lizerindeki etkisini inceledigimizde, atki siklig1 arttikga birim alanda 15181
yansitan ylizey alam artacagindan atki ipliklerinin reflektans degerlerinin arttig1, ¢ozgii
ipliklerinin reflektans degerlerinin azaldig1 goriilmektedir. Atk ipliklerini olusturan filament
sayilarinin atki ipliklerinin reflektans degerlerini etkiledigi, ¢6zgii ipliklerinin reflektans
degerleri iizerinde istatistiksel olarak etkisinin olmadigr goriilmektedir. Kumas yapisini
olusturan ipliklerin konumlanma diizenlerinin (6rgili) ipliklerin reflektans degerleri tizerindeki
etkisini inceledigimizde, ipliklerin kesisim sayilari arttikca ¢6zgii ve atki ipliklerinin reflektans
degerlerinde azalma oldugu gorilmektedir.

4. DEGERLENDIRME

Kumas yapisini olusturan ¢ozgli ve atki ipliklerinin reflektans degerlerindeki
degisimlerin dokuma islemi sonrasi ipliklerin kumas yapisi icinde aldigi konumlanma
sonucunda geometrik siniizoidal bir form olusturmasindan kaynaklandigi ve aldig1 bu formun
reflektans degerleri {izerindeki etkisinin niimerik olarak degerlendirilmesinde ipliklerin kumasg
yapist i¢inde aldig1 kivrim degerlerinin kullanilmasinin uygun oldugu goriilmiistiir.

Kumas olusumu sonrasi kumas yapisal parametrelerine bagl olarak ipliklerin aldig:
kiviim miktarimin ipliklerin reflektans degerleri {izerindeki etkisi incelendiginde, ¢ozgii
ipliklerinin reflektans degerlerinin kumas yapisina dahil olmadan 6nce (%Ryawobin)) Ve dahil
olduktan sonra (%R,) reflektans degerleri arasindaki degisimin yiiksek oldugu goézlenmistir.
%Ry 1le %R yawobiny arasindaki bu degisimin atki ipligi siklig ve iplik kesisim sayisi arttirildikga
arttig1 ve yapi igine dahil olan ¢6zgii ipliklerinin reflektans degerlerinin (%Ry,) bobin halinden
alinarak olciilen reflektans degerlerine (%R wawobin) g0re azalma gosterdigi gorilmiistiir.

Kumas yapist igindeki atki ipliklerinin reflektans (%Ry.) degerleri ile kumasi olusturan
atk: ipliklerinin bobinden alinan reflektans (%Ryewonin)) degerleri arasindaki yiiksek korelasyon
katsayilar1 kumas yapisindaki atki ipliklerinin reflektans degerlerinin ¢6zgii iplikleri kadar
degismedigini gostermistir. Bu durumun ¢6zgli ipliklerinin aldigi kivrim miktarinin  atki
ipliklerine gore onemli derecede yiiksek olmasindan dolay1 ¢ozgii ipliklerindeki reflektans
degerlerindeki degisimlerin atki ipliklerine gore daha fazla oldugu, atki ipliklerinin aldigi
kivrim miktarlarindaki degisimlerin atki ipliklerinin reflektans degerleri iizerinde 6nemli bir
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degisim meydana getirmemesinden kaynaklandigi goriilmiistiir. Kumas yapist i¢indeki ¢ozgii
ipliklerinin kumas yapisal parametrelerindeki degisime bagli olarak aldigir kivrim sonucunda
yilizey Ozelliklerinde meydana gelen degisimlerin yap1 icindeki ¢ozgii ipliklerinin reflektans
degerlerini 6nemli derecede etkiledigi ve bu durum dokuma islemi sonrasinda ¢6zgii ipliklerinin
ylizey Ozelliklerinin atki ipliklerine gore daha fazla degisime ugradigini géstermistir.

Kumas yapisal parametrelerindeki degisimlerin yap1 igindeki ipliklerin ylizey
ozelliklerini etkileyerek ipliklerin reflektans degerlerinde degisimlere neden oldugu
goriildiigiinden, bu degisimlerin ipliklerin yapi i¢indeki siklik ve konumlanmalart sonucu aldig1
kivrim nedeni ile olabilecegi, kumaslarin reflektans degerlendirmelerinde bir parametre olarak
iplik kivrim degerleri ile reflektans degerleri arasindaki iligkilerin de g6z Oniine alinmasi
gerektigi ongorillmiistiir.

KAYNAKLAR

1. Ajayi, J.O. (1992). Effects of fabric structure on frictional properties, Tex. Res. J.,
62(2),87-93.

2. Alpay H.R., Becerir B. ve Akgun M. (2005a). Assessing reflectance and color differences
of cotton fabrics after abrasion, Tex. Res. J., 75(4), 357-361.

3. Alpay H.R., Becerir B. ve Akgun M. (2005b). Assessment of reflectance and color
differences of wool fabrics after abrasion, Tex. Res. J.; 75(8), 607-615.

4.  Akgun M., Becerir B. ve Alpay H.R. (2006). Abrasion of polyester fabrics containing
staple weft yarns: color strength and color difference values, AATCC Rev., 6(3), 40—43.

5. Akgun M., Becerir, B. ve Alpay, H.R. (2007). Assessment of color strength and color
difference values of polyester fabrics containing continuous weft yarns after abrasion,
Fibers and Polym., 8(5), 495-500.

6. Akgun, M., Becerir, B. ve Alpay, H.R. (2008). Assessment of color strength and chroma
values of polyester fabrics having different cover factors after abrasion, Tex. Res. J., 78(3),
264-271.

7. Akgun, M., Becerir, B. ve Alpay, H.R. (2010a). Assessing the relationship among fabric
constructional parameters, fractional reflectances and cover factors of polyester fabrics by
experimental and mathematical methods, Fibers and Polym., 11(2), 291-302.

8. Akgun M., Becerir B., Alpay H.R. Karaaslan S. ve Eke A. (2010b). Investigation of the
effect of yarn locations on color properties of polyester automotive upholstery woven
fabrics after abrasion, Tex. Res. J., 80(14), 1422-1431.

9. Akgun, M., Alpay, H.R., Becerir, B. (2012). Kumas yapisal parametreleri ile reflektans
degerleri arasindaki iliskilerin degerlendirilmesi, Uludag Universitesi, Miihendislik-
Mimarlik Fakiiltesi Dergisi, 17(1), 93-106.

10. Breen, D.E., House, D.H. ve Getto, P.H. (1992). A Physically-based particle model of
woven cloth, Visual Comput., 8(5/6), 264-277.

11. Field, G.G. (1999). Color and Its Reproduction (2" Edition), GAFT Press, Pitsburg.
12. Gabrijelcic, H. (2007). Colour and optical phenomena on fabric, Tekstilec, 50(4-6); 93-132.

13. Green, P. ve Macdonald, L. (2002). Colour Engineering: Achieving Device Independent
Colour, Chichester, U.K.

14. Greenwood, K. (1975). Weaving: Control of Fabric Structure, Merrow Publishing Co. Ltd.

103



Akgiin, M., Alpay, H.R. ve Becerir, B: Kumas Yapilarindaki ipliklerin Reflektans Degisimlerinin incelenmesi

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

Groller, E., Rau, R.T. ve Sraber, W. (1995). Modeling and visualization of knitwear,
IEEET. Vis. Comput. Gr., 1(4), 302-310.

Hussain, A. ve Goel, A. (2007). Fabric geometry and its effect on insulation properties,
Man-made Textiles, 50(5), 169-173.

Kazuhiko, M. (1991). An experimental study on light reflection model for cloth, CAD.
50(8).

Lawrence, E.H. ve Lester, P.B. (1963). A study of the effect of cotton fiber structure on
luster, Text. Res. J., 33, 205-217.

Liu, J. ve Yamaura, 1. (2006). Discussing reflecting model of yarn, International Journal of
Clothing Science and Technology, 18(2), 129-141.

Motamedian, F. ve Arthur, D.B. (2003). Modeling the influence of dye distribution on the
perceived color depth of a flament array, Text. Res. J., 73(2), 124-131.

Ozkan, G. (2005). Dokunmakta olan kumaslarda kivrim gerginlik iliskisinin arastirilmast,
Doktora Tezi, Uludag Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii, Tekstil Miihendisligi Anabilim
Dali, Bursa.

Peirce, F.T. (1937). The geometry of cloth structure, J. Text. 1., T45,48-50.

Pont, S.C. ve Koenderink, J.J. (2003). Split off-specular reflection and surface scattering
from woven materials, Appl. Optics, 42(8), 1526-1533.

Randall, D. (1998). Instruments for the measurement of color, A4TCC Review, 30(2), 20-
26.

Rovandi, S.A.H. ve Toriumi, K. (1995). Fourier transform analysis of plain woven fabric
appearance, Text. Res. J., 65(11), 678-683.

Sujica, M.Z. ve Pinteric, A. (1998). Numerical evaluation of fabric construction
parameters, International Journal of Clothing Science and Technology, 10(3/4), 191-200.

Westin, S.H., Arvo, J.R. ve Torrance, K.E. (1992). Predicting reflectance functions from
complex surfaces, Comput. Graph., 26(1), 255-264.

Yang, J. ve lkeuchi, K. (2003). A rendering method for woven clothes reflections,
Computer Vision and Image Media (CVIM-140), 88, 33-40.

Makale 21.02.2012 tarihinde alinmig, 04.05.2012 ve 14.08.2012 tarihlerinde duzeltiimis,
04.09.2012 tarihinde kabul edilmigtir.

104



